Této praca je zamerana na systematické studium optickych a magnetooptickych vlast-
nosti nedopovanych a dopovanych ThsFe;O15 tenkych vrstiev na gadolinium galium gra-
natovych a kremikovych substratoch. Z vykonanych merani spektroskopickej elipsometrie
boli u skimanych vzoriek ziskané optické vlastnosti, hribky vrstiev a drsnosti povrchov.
Magnetooptické vlastnosti boli skimané pouzitim merani Kerrovho a Faradayovho javu.
Ziskané experimentalne data boli pouzité na vypocet spektralnej zavislosti mimodia-
gonalnych komponentov tenzoru permitivity. Vysledky boli porovnané s literatirou a
bol diskutovany efekt dopovania. Na troch vzorkach boli zmerané spektrélne hysterézne
slucky magnetooptického Kerrovho javu pre tcel oddelenia individualnych prispevkov
podmriezi. Analyza ukazala, ze tato metdda pravdepodobne nie je citlivd na prispevky
podmriezi, ale je citliva na prispevky oblasti s rozdielnou magnetickou anizotropiou vnutri
deponovanej vrstvy.



